Anti-Aging fur Chips

Pressemeldung vom 4.6.2013

Das vom Bundesministerium fir Bildung und Forschung
(BMBF) geférderte Forschungsprojekt ,ROBUST"
(Entwurf robuster nanoelektronischer Systeme, Fkz:
01M3087) ist erfolgreich abgeschlossen. Seine Ergeb-
nisse dienen dazu, auch bei kiinftigen Generationen
integrierter Schaltungen (Chips) die notwendige
Robustheit trotz hdherer Komplexitat sicherzustellen.

.Dank der weiter fortschreitenden Integration werden
die Chips erfreulicherweise immer leistungsfahiger und
kénnen immer komplexere Aufgaben bewaltigen. Aber
die damit einhergehende Verkleinerung der Strukturen
flhrt zu einer stark zunehmenden Empfindlichkeit

flr Stérungen und immer deutlicheren Alterungspro-
zessen. Um dem entgegenzuwirken, hat das Projekt
ROBUST ein Malf$ zur Bewertung der Robustheit von
Chips entwickelt und dartiber hinaus Anti-Aging-Ldsun-
gen fur kinftige Chips erforscht”, erklart Dr. Dieter
Treytnar, Projektmanager beim edacentrum.

Schon heute durchdringen elektronische Systeme
zunehmend unser tagliches Leben: Smartphones, eBi-
kes oder Notebooks sind aus unserem Alltag nicht mehr
wegzudenken. Und sie kdnnen sogar lebensrettend
sein, zum Beispiel in Herzschrittmachern oder Diagno-
sesystemen. In Fahrerassistenzsystemen warnen sie
den Fahrer friihzeitig vor Gefahren, zum Beispiel beim

Spurwechsel. Dafiir sind komplexe Chips notig.

In den néachsten Jahren wird sich die Anzahl der Tran-
sistoren auf einem Chip weiter vervielfachen: Bereits
fUr das Jahr 2015 rechnet man mit 1 Milliarde Tran-
sistoren auf einer Flache von weniger als 1 Quadrat-
millimeter. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer der
Transistoren im Laufe seines Lebens versagt, nimmt
damit zu. Dies wird zusatzlich dadurch verstarkt, dass
bei so kleinen Strukturen die Alterungsprozesse immer
deutlicher auftreten werden. Deshalb ist es wichtig,
frihzeitig neue Methoden zu erforschen, um diesen
absehbaren Schwierigkeiten wirksam zu begegnen.

Beherrschung der Robustheit von Chips

oder wie robust ist ,robust”?

Erstes Ziel des Projekts ROBUST war es deshalb, eine
eindeutige Definition von ,,Robustheit” zu entwickeln,
und daraus eine Mafzahl, das Robustheitsmaf3, abzu-
leiten. Als Robustheit eines elektronischen Systems
kann gelten, wie lange es starken Belastungen und
Stérungen wie mechanischen Beanspruchungen, Tem-
peratureinflissen, Elektromigration, etc. widerstehen
kann. Das RobustheitsmalR erlaubt die systematische
Bestimmung und Verbesserung der Robustheit nano-
elektronischer Systeme. Das sind Chip-Systeme, die
viele elektronische Funktionen in einem Chip (System-
on-Chip, SoC) beherbergen.

Der Alterungsverlauf im Chip hdngt von den Einsatz-
verhaltnissen ab. Weiteres Projektziel war es deshalb,
diese Robustheitsbewertung auf den Alterungsprozess
von Chips anzuwenden und Alterungsvorhersagen fr
ein angenommenes Einsatzszenario zu ermdglichen:
Beispielsweise berechnet ein Chip in einem Fahre-
rassistenz-System den Algorithmus wahrend eines
gefahrenen Kilometers an die drei Millionen Mal. ,, Mit
dem entwickelten Robustheitsmal wird es kiinftig
maoglich sein, auf Basis genauer Kenntnis der Einsatz-
verhaltnisse und Alterungsprozesse sowohl den Chip
als auch ein gesamtes System ausreichend robust aus-
zulegen”, erldutert Dr. Peter van Staa, Vice President
und zustéandig fur die Designtechnologien im Bosch-
Halbleiterbereich.

ROBUST - Ein Clusterforschungsprojekt

Das Projekt ROBUST gehort zur Kategorie der Cluster-
forschungsprojekte. Darin werden fir grundlegende
Forschungsthemen von industrieller Relevanz die Kom-
petenzen mehrerer akademischer Partner geblndelt.
.Clusterforschungsprojekte sind ein vorbildliches
Beispiel flir das gemeinsame erfolgreiche Vorgehen
von BMBF, Industrie und akademischer Forschung,
um Forschung, Lehre und Wirtschaft rechtzeitig auf
kiinftige Herausforderungen vorzubereiten. ROBUST
leistet einen wertvollen Beitrag, durch robuste Elektro-
nik neue, zuverlassige Anwendungen zu ermaoglichen”,
sagt Hartmut Hiller, Vice President Design Enabling &

Services bei Infineon Technologies.

An dem Forschungsprojekt ROBUST nahmen Institute,
Universitaten und Industriepartner teil. So waren die
zwei Forschungsinstitute OFFIS Oldenburg und FZI
Karlsruhe sowie die Technische Universitat Minchen,
die Universitat Stuttgart, die Leibniz Universitat Hanno-
ver und die Universitat Frankfurt beteiligt. Koordiniert
wurde das Forschungsprojekt durch das edacentrum,
das auflerdem zum reibungslosen Know-how-Transfer

newsletter edacentrum
Probeauszug

ROBUST

Abbildung 1.22: Robustheit
trotz hoherer Komplexitat
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